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(57)【要約】
【課題】印刷機における、複数のゾーンを有するインキ
ング装置および／または湿し装置の制御方法を提供する
ことであり、これによりオペレータが色調問題の原因を
容易に検出することができ、場合により修正措置をオペ
レータに提案できるようにすることである。
【解決手段】インキング装置(１６，１７)内の各インキ
ゾーンに対して面掩ぺい率に依存する基準値および／ま
たは位置に依存する基準値を計算機（５）によって求め
、
　各インキゾーンに対して、求められた色測定値と前記
基準値との偏差を計算し、
　計算された偏差を、計算機（５）に記憶されているデ
ータと比較し、該データは色調問題の原因と関連付けら
れており、
　前記計算機（５）は、前記データとの比較によってイ
ンキング装置(１６，１７)および／または湿し装置(１
８，１９)にある色調問題に対する原因を求める。
【選択図】図２ａ



(2) JP 2010-47010 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷機(１)にあるインキング装置(１６，１７)および／または湿し装置(１８，１９)を
制御する方法であって、インキング装置(１６，１７)は複数のインキゾーンを有する方法
において、
　インキング装置(１６，１７)内の各インキゾーンに対して面掩ぺい率に依存する基準値
および／または位置に依存する基準値を計算機（５）によって求め、
　各インキゾーンに対して、求められた色測定値と前記基準値との偏差を計算し、
　計算された偏差を、計算機（５）に記憶されているデータと比較し、該データは色調問
題の原因と関連付けられており、
　前記計算機（５）は、前記データとの比較によってインキング装置(１６，１７)および
／または湿し装置(１８，１９)にある色調問題に対する原因を求める、ことを特徴とする
方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　色調問題の原因と関連付けられたデータがデータバンク（２３）にファイルされており
、該データバンクは計算機（５）と接続されている、ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の方法において、
　色調問題に対して求められた原因は表示装置（１５）上に指示される、ことを特徴とす
る方法。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか一項記載の方法において、
　色調問題に対して求められた原因は計算機（５）によって補正される、ことを特徴とす
る方法。
【請求項５】
　請求項１から４までのいずれか一項記載の方法において、
　記憶されたデータは特性曲線である、ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれか一項記載の方法において、
　前記計算機（５）は、インキゾーンを調整するための特性曲線（ＫＬ）の学習を、色調
問題が見出されなかった場合だけ実行する、ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれか一項記載の方法において、
　面掩ぺい率に依存する基準値および／または位置に依存する基準値は、面掩ぺい領域に
おけるそれぞれのインキゾーンの開口値を、平均値によりクラスタリングすることによっ
て求められる、ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１から６までのいずれか一項記載の方法において、
　面掩ぺい率に依存する基準値および／または位置に依存する基準値は、仮想インキ予備
調整特性曲線に基づいて求められる、ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項７または８記載の方法において、
　面掩ぺい領域におけるインキゾーン開口値を、平均値によりクラスタリングすることに
よって求められた基準値と、仮想インキ予備調整特性曲線に基づいて求められた基準値と
を組み合わせる、ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１から９までのいずれか一項記載の方法において、
　求められた面掩ぺい率に依存する基準値に対する偏差および／または位置に依存する基
準値に対する偏差は各インキゾーンごと、それぞれのインキゾーンの開口エラー率として
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計算される、ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０までのいずれか一項記載の方法において、
　色測定値は色測定装置（２０，２１）によって被印刷材料上で検出される、ことを特徴
とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷機におけるインキング装置および／または湿し装置の制御方法に関する
ものであり、インキング装置は複数のゾーンを有する。
【背景技術】
【０００２】
　オフセット印刷機は複数の印刷機構を有し、各印刷機構はインキング装置と湿し装置を
有する。少なくともインキング装置は通例、印刷幅全体から見て複数のゾーンに分けられ
ている。これによりインキ塗布をゾーンごとに調量することができ、色調の問題を正確に
調整することができる。このゾーンごとのインキング装置は、とりわけ枚葉紙オフセット
印刷機で使用される。しかし最適のインキ調量を達成するためには、インキング装置をゾ
ーンごとに正しく調整するだけでなく、湿し剤調量も正しく行わなければならない。これ
ら2つの調整プロセスは、印刷機における他の調整プロセスと重なることがある。したが
って印刷機のオペレータにとって、印刷画像を所望の結果をもたらさない場合に、生じた
誤調整の原因を識別することは簡単ではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって本発明の課題は、印刷機における、複数のゾーンを有するインキング装置お
よび／または湿し装置の制御方法を提供することであり、これによりオペレータが色調問
題の原因を容易に検出することができ、場合により修正措置をオペレータに提案できるよ
うにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は本発明により、請求項1の構成によって解決される。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の有利な構成は従属請求項および図面に示されている。本発明の方法は、複数の
インクゾーンを備えるインキング装置を有する枚葉紙オフセット印刷機にも、輪転オフセ
ット印刷機にも使用することができる。本発明の方法は、印刷機の制御計算機、インキ測
定装置、およびインキング装置および湿し装置にある調整装置と協働して実行される。ま
ず制御計算機でインキング装置のインクゾーンに対して、面掩ぺい率に依存する基準値が
求められる。基本的に基準値は、目下のゾーンの面掩ぺい率値と相応のインキゾーン値に
基づいて求められる。すなわち基準値は、面掩ぺい率と場所の関数である。印刷機で作製
される被印刷材料上で、または印刷機の外で、各印刷ゾーンに対して存在する色測定値が
検出される。次に制御計算機は、基準値と検出された色測定値との間の偏差を検出し、こ
の偏差を制御する。制御計算機は、このようにして計算された偏差をファイルされている
データと比較する。このデータは色調問題の原因と関連付けられている。これらデータは
例えば特性曲線の形態で記憶することができる。計算された偏差をデータと比較すること
により、色調問題に対する原因が求められる。これによりインキング装置および/または
湿し装置の正しい調整を行うことができる。この調整は計算機が自動的に印刷機で行うこ
ともできる。
【０００６】
　記憶されたデータが特性曲線の形態でファイルされている場合、これに対して計算され
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た偏差も同様に曲線を形成する。この曲線の出現態様に基づいて、例えば色調問題を推定
することができる。水平の調整直線が生じる場合、すべてが正常である。しかし折れ曲が
った調整直線が生じる場合、より多くのまたはより少ないインキが紙に塗布されており、
例えば湿しドラムを片側で開放または圧搾しなければならない。曲線の比較でバスタブ形
状が生じれば、湿しドラム旋回を補正しなければならない。このようにして、色調問題の
原因を直観的に示すことができ、相応の補正部に供給することができる。
【０００７】
　本発明の第1の構成では、色調問題の原因と関連付けられたデータがデータバンクにフ
ァイルされており、データバンクは計算機と接続されている。データバンクには相応の原
因が、例えば曲線と結び付けられたファイルされている。この曲線を制御計算機は検出さ
れた偏差と比較し、偏差の原因を考慮する。データバンクは規則性を含んでいる。この規
則性は、過去に発生した色調問題に基づき、相応の偏差値と関連して求められている。こ
のデータバンクには、複数の印刷機計算機がアクセスすることができる。さらにデータバ
ンクはいつでも、原因と偏差との関係に関する新たな知識により更新することができる。
【０００８】
　本発明の別の構成では、色調問題に対して検出された原因が表示装置に表示される。実
施形態では、オペレータにまず色調問題に対する原因が画面上で指示される。これにより
オペレータは自分で相応の修正措置を決定することができる。原因が一義的でなければ、
オペレータに複数の原因が指示される。有利な実施形態では、相応の修正措置が提案され
る。オペレータはこの修正措置を、入力によって操作し、選択することができる。このよ
うにして、オペレータは色調問題に対する原因を探り出す必要なしに、可能な原因が限定
される。これにより色調問題に対する原因の追及が簡単になる。とりわけ修正措置を提案
することができ、オペレータは提案された修正措置を選択すれば良いだけである。
【０００９】
　さらに有利には基準値は、面掩ぺい領域におけるそれぞれのインキゾーンの開口値を、
平均値によりクラスタリングすることによって求められる。一般的に各インキゾーンに対
して種々異なる面掩ぺい率値が存在する。統計的な予測を行うために、類似する面掩ぺい
率を備えるインキゾーンはいわゆるクラスタにまとめられる。クラスタのための領域は任
意とすることができるが、有利にはこの領域は等間隔または感度に依存する。等間隔の場
合、例えば０から１００パーセントの面掩ぺい率領域が１０の部分に分けられる。ここで
は０から１０パーセントのすべての面掩ぺい率が例えば５パーセントクラスタに、１１か
ら２０パーセントの面掩ぺい率が１５パーセントクラスタに割り当てられる等々。極端な
場合、クラスタは０から１００パーセントの値領域全体を含むことができる。この場合は
１つの部分しか存在しない。感度に依存するクラスタの場合、面掩ぺい率が低い場合には
顕著な依存性を、面掩ぺい率が高い場合と比較して考慮する。このためにクラスタは、面
掩ぺい率が低い場合にはより狭く、面掩ぺい率が高い場合にはより広くまとめる。例えば
０から１パーセントの値を１パーセントクラスタに割り当て、２から４パーセントの値を
３パーセントクラスタに、４から６パーセントの値を５パーセントクラスタに、６から１
０パーセントの値を８パーセントクラスタに、１０から１４パーセントの値を１２パーセ
ントクラスタに、１５から２１パーセントの値を１８パーセントクラスタに割り当て、最
終的に８０から１００パーセントの値を９０パーセントクラスタに割り当てる。面掩ぺい
率が低い場合のクラスタは、面掩ぺい率が高い場合よりも狭くまとめられていることが分
かる。
【００１０】
　とりわけ既存の特性曲線の支持点でクラスタを調整すると有利である。例えば０，１，
５，１０，３０，７０，１００パーセントの面掩ぺい率値に対してインキ予備調整曲線が
存在するなら、クラスタはこれらの支持点と一致するように選択される。すなわち次のよ
うなクラスタ分割が行われる。０から０．５パーセントが０パーセントクラスタに割り当
てられ、０．５から２パーセントが１パーセントクラスタに、２から７パーセントが５パ
ーセントクラスタに、７から２０パーセントが１０パーセントクラスタに、２０から５０
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パーセントが３０パーセントクラスタに、５０から８０パーセントが７０パーセントクラ
スタに、８０から１００パーセントが１００パーセントクラスタに割り当てられる。計算
の精度を高めるために、公称クラスタ値ではなく、クラスタのすべての構成要素の真の平
均値を使用する。これによりクラスタをさらに広くまとめることができ、面掩ぺい率を割
り当てたことにより不精度が大きくなることはない。とりわけクラスタ内では値を付加的
に分析することができる。異常値テストを行うことができる。すなわち値が異常値につい
てテストされ、これにより測定誤差を取り出すことができる。とりわけクラスタの値には
、標準偏差を平均値形成のように適用することができる。標準偏差の場合、十分にクラス
タ内に値が存在すれば、クラスタ内のこの標準偏差は過度に高い。このことは印刷問題を
示唆する。
【００１１】
　平均値形成の場合、留数分析を実行することができる。ここで留数とは、推定値と経験
値との差から生じる偏差であると理解されたい。このこともクラスタごとに行うことがで
きる。クラスタ内に値が十分に存在すれば、平均値からの個々の測定値の偏差を求めるこ
とができる。これは実質的に、クラスタ内の測定値の標準偏差である。標準偏差が非常に
高ければ、詳細な分析が行われる。偏差が統計的にばらついており、枚葉紙上の位置の偏
差に依存性が存在しなければ、これは次の問題を示唆する。すなわち、面掩ぺい領域が異
常でなければ、印刷プロセスが不安定であり、過度に多くの湿し剤が吸収されている。こ
れに対して、面掩ぺい率が跳躍することによるばらつきが存在すれば、インキング装置で
の側方の練り込みが正しく調整されていないことが仮定される。
【００１２】
　留数は関数を介して、例えばインキゾーンに依存する直線として良好に記述される。さ
らに留数分析を、印刷材料を基準にして実行することができる。ここでもクラスタ内と同
じような方法が適用される。とりわけ留数は仮想特性曲線に、または個々のクラスタの平
均値にまとめることができる。クラスタ内の分析の場合と同じように、ここでも3つの場
合が区別される。統計的なばらつきが存在すれば、大きな値は不安定な印刷プロセスを示
唆する。印刷版の中に面掩ぺい率の跳躍に基づくばらつきが存在すれば、このことは印刷
機に誤調整は存在しないが、特性曲線の学習が非常に困難にあることにつながる。留数が
インキゾーンの関数である場合、相応の誤調整が存在する。例えば傾斜した直線であれば
、片側の湿しが過度に大きい。関数の場合に直線ではなく放物線であれば、両側の湿しが
過度に大きいかまたは過度に小さい。
【００１３】
　もちろん基準値を求める前記方法およびそこからの分析も相互に組み合わせることがで
きる。例えばそれぞれのインキゾーンの開口値のクラスタ化と、仮想インキ予備調整特性
曲線に基づく基準値の検出とを相互に結び付けることができる。仮想特性曲線とは、フィ
ルタリングまたは平均値形成が行われた特性曲線であると理解されたい。このシステムを
より頑強に構成するために、フィルタリングないし平均値形成を、複数の印刷ジョブまた
は制御ステップにわたって行うこともできる。複数の印刷ジョブにわたる時間的経過によ
り、インキング装置問題/湿し装置問題との問題提起を分離することができる。例えば跳
躍箇所処理により、インキング装置での側方の練り込みを取り出して計算することができ
る。
【００１４】
　本発明の別の構成では、各インキゾーンについて求められた基準値に対する偏差が、そ
れぞれのインキゾーンの開口エラー率として計算される。この場合、各インキゾーンにつ
いて求められた面掩ぺい率に依存する基準値に対する偏差は、絶対値としてだけでなく、
それぞれのインキゾーンの開口率との関係でも設定される。したがって、とくに高い偏差
率がどこに発生するかを識別することができる。
【００１５】
　本発明を以下、図面に基づいて詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】本発明によりプログラミングされた制御計算機を備える印刷機を示す概略図であ
る。
【図２】正しく調整された特性曲線を示す線図である。
【図２ａ】エラー原因との関連が識別されない印刷結果を示す線図である。
【図２ｂ】オリジナル特性曲線に対するエラーが存在している線図である。
【図２ｃ】仮想特性曲線に対するエラーが存在している線図である。
【図２ｄ】関連性が存在しない線図である。
【図３】パーセントエラーの特性曲線を示す線図である。
【図３ａ】面掩ぺい率についてエラーの顕著な関連性が存在する線図である。
【図３ｂ】オリジナル特性曲線に対するエラーが存在している線図である。
【図３ｃ】仮想性曲線に対するエラーが存在していない線図である。
【図３ｄ】面掩ぺい率についてエラーの顕著な関連性が存在する線図である。
【図４】特性曲線と湿し調量が間違って調整されている線図である。
【図４ａ】面掩ぺい率を基準にしてエラーの顕著な関連性が存在する線図である。
【図４ｂ】オリジナル特性曲線に対するエラーが存在している線図である。
【図４ｃ】仮想性曲線に対するエラーが存在している線図である。
【図４ｄ】面掩ぺい率についてエラーの顕著な関連性が存在する線図である。
【図５】印刷機の８つのインキゾーンの調整値を、面掩ぺい率を基準にして調整スケール
上のダイオードに示す図である。
【図５ａ】１％クラスタと５％クラスタによるクラスタリングと、そこから生じる標準偏
差を示す線図である。
【図６】印刷機の８つのインキゾーンの第２の調整を、面掩ぺい率の調整ないし調整スケ
ールの所属のダイオード値により示す図である。
【図６ａ】１％クラスタと５％クラスタの形態のクラスタリングに対する例と、そこから
生じるクラスタ内の留数の標準偏差を示す線図である。
【図６ｂ】印刷機の８つのゾーンでのクラスタ内の留数の偏差を示す線図である。
【図７】印刷機の８つのインキゾーンの別の調整を、面掩ぺい率と調整スケールの所属の
ダイオード調整により示す線図である。
【図７ａ】１％クラスタと５％クラスタのクラスタリングと、そこから生じるクラスタ内
の留数の標準偏差を示す線図である。
【図７ｂ】留数を印刷機の8つのインキゾーン上にプロットした線図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図1には枚葉紙オフセット印刷機1が示されている。この印刷機は例として２つの印刷機
構３，４を有する。両方の印刷機構３，４はそれぞれインキング装置１６，１７と湿し装
置１８，１９を有する。インキング装置１６，１７では、印刷インキが印刷のために全印
刷機構幅にわたって、多数のインキ練りローラにより均等にされる。さらに湿し装置１８
，１９によって湿し剤が供給され、版胴１１，１２の印刷版上にインキ顔料を正しく塗布
することができる。両方のインキング装置１６，１７のインキツボは、それぞれゾーンご
とのインキツボとして構成されており、インキツボにおけるインキゾーンの数は印刷機の
形式に依存する。７０ｃｍ×１０２ｃｍフォーマットの枚葉紙オフセット印刷機１は通常
、６４のインキゾーンを有する。版胴１１，１２から印刷インキは、オフセットブランケ
ットローラ１３，２６を介し、オフセットブランケットローラ１３，２６と圧胴１０，２
８との間の印刷空隙で印刷材料９に転写される。印刷枚葉紙９は印刷機構３，４に、吸引
ベルト台２４を介して供給される。この吸引ベルト台は紙送り装置２を第１の印刷機構３
と接続している。紙送り装置２では枚葉紙９が紙積み台８から取り出される。２つの印刷
機構３，４の間で枚葉紙９は搬送ローラ１４によって搬送される。最後の印刷機構４を去
った後、枚葉紙９は紙取り出し装置６で紙受け台７に積層される。最後の印刷機構４の出
口にはインライン色調測定装置２２が配置されている。このインライン色調測定装置は外
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部色調測定装置２０と同様に、通信接続２２を介して印刷機1の制御計算機５と接続され
ている。制御計算機５は、印刷機１の駆動モータおよび調整ユニットを制御し、印刷機状
態の指示および印刷機の操作のために画面１５と接続されている。さらに制御計算機５は
データバンク２３と接続されている。
【００１８】
　制御計算機５では、本発明によりインキング装置１６，１７のインキゾーンごとに、予
備調整に基づいて面掩ぺい率に依存する基準値が求められる。色調測定装置２１，２０に
よって枚葉紙９上の色測定値が検出され、制御計算機５に供給される。次に制御計算機５
は、検出された色測定値と面掩ぺい率に依存する基準値との偏差を計算する。このように
して計算された偏差は制御計算機５で、データバンク２３にファイルされているデータと
比較される。このデータは色調問題の原因と関連付けられている。次に制御計算機５はデ
ータバンク２３のデータとの比較によって色調問題を検出し、場合によりインキング装置
１６，１７および/または湿し装置１８，１９で調整を実行する。
【００１９】
　図２には、インキング装置１６，１７に８つのインキゾーンを有する印刷機１に基づく
分析の第１例を示す。面掩ぺい率ＦＩＤｅはパーセントで表されており、インキ予備調整
特性曲線のインクゾーン調整値がダイオードＶＥ－ＤＩＯに示されている。インキ予備調
整特性曲線は正しく調整されている。最初の自動調整で、インキ予備調整特性曲線は垂直
にハッチングされた領域で変化される。図２ａには元のインキ予備調整特性曲線ＶＥ－Ｄ
ＩＯが、最初の自動調整の後に調整された新たな特性曲線ＤＩＯとの比較のために新たに
示されている。直線が２０から５０％の面掩ぺい率ＦＩＤｅの領域に示されている。図２
ａでは、面掩ぺい率についてのエラーは識別されない。図２ｂには、図２ａから生じた最
初の自動調整の後のエラーがパーセントで、最初の自動調整の前のオリジナル特性曲線Ｋ
Ｌとの比較で示されている。ここから、インキゾーン１から８で色密度が上昇しているこ
とが分かる。図２ｃには、仮想特性曲線を基準にした、最初の自動調整の後のエラーがシ
ミュレートされている。ここでも色密度がインキゾーン１からインキゾーン８へ上昇して
いることが分かる。図２ｄには、オリジナル特性曲線ＫＬを基準にしたエラーがパーセン
トで、面掩ぺい率値の上にプロットされている。ここからは何らの関係性も見出せない。
図２ａ～図２ｄから制御計算機５は、特性曲線は確かに正常ではあるが、湿し問題ないし
はインキツボ問題が存在すると推定することができる。図２ｂの直線傾斜から制御計算機
５はさらに、右側のインキング装置にインキが少なく、これを補償するためにはより多く
のインキを供給しなければならないことを推測できる。修正のために制御計算機５は右側
での湿しを低減し、左側をさらに開放する。
【００２０】
　別の例が図３に示されている。ここではインキ予備調整特性曲線のパーセントが間違っ
て調整されている。図３でも同様に、パーセントで面掩ぺい率ＦＩＤｅと、対応するダイ
オード値ＶＥ－ＤＩＯがプロットされている。ここでも垂直にハッチングされた領域が最
初の自動調整を示す。図３ａには元の特性曲線ＶＥ－Ｄｉｏと新たな特性曲線ＤＩＯが改
めてプロットされている。ここでは面掩ぺい率を基準にしたエラーが一義的に検出される
。図３ｂには、最初の自動調整の前のエラーがオリジナル特性曲線ＫＬとの比較でプロッ
トされている。しかしここでは顕著な関連性を見出すことができない。図３ｃでは、仮想
性曲線に対するエラーが存在していない。図３ｄでは、面掩ぺい率を基準にする顕著なエ
ラーが存在する。曲線３ａ～３ｄから制御計算機５は、特性曲線が間違って調整されてい
るが、その他の湿し装置１８，１９およびインキング装置１６，１７は正しく調整されて
いると推測する。したがってこの場合は、特性曲線を新たに学習しなければならない。
【００２１】
　図４の第３の例では、特性曲線も湿し剤調量も、間違って調整されている。ここでも垂
直にハッチングして示された最初の自動調整の後に、図４ａと４ｄでは面掩ぺい率を基準
にして顕著なエラーが生じる。図４ｂからは、オリジナル特性曲線ＫＬを基準にした顕著
なエラーは識別されない。これに対して、図４ｃでの仮想特性曲線についてのエラー分析
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では一義的関連性が再び生じている。これら４つの曲線から、特性曲線が間違って調整さ
れており、さらに湿し装置１８，１９およびインキング装置１６，１７にも問題があるこ
とが推定される。この場合制御計算機５は特性曲線を新たに学習し、かつ右側のインキ不
足を除去しなければならない。このためには右側の湿し剤調量を低減するか、または左側
の湿し剤調量を増大しなければならない。
【００２２】
　面掩ぺい率に依存する基準値が制御計算機５で求められる場合、有利には面掩ぺい率値
ＦＩＤｅは複数のインキゾーン１～８にわたってクラスタリングされる。ここでも例とし
て、インキング装置１６，１７に８つのインキゾーンを有する印刷機１が示されている。
図５には第１の例の出発状況が示されている。パーセントでの面掩ぺい率値とダイオード
調整がプロットされている。図５ａでは、２つのクラスタ、すなわち１％クラスタと５％
クラスタへのクラスタリングが行われる。図５ａは、クラスタリングされた面掩ぺい率Ｆ
Ｄの標準偏差を白抜きのバーで、求められた測定値の標準偏差を車線のバーで示す。
【００２３】
　図６には第２の出発状況が示されている。ここでも面掩ぺい率値は１％クラスタと５％
クラスタにまとめられており、まず図６ｂでは偏差、すなわち留数が求められた基準値に
よって、クラスタ化された形態で検出され、そして測定値がクラスタ化された形態で検出
される。図６ａは、面掩ぺい率値の標準偏差と留数をパーセントで示す。留数とは測定値
と、求められた基準値との偏差である。
【００２４】
　図６ｂは、クラスタ内の標準偏差が非常に大きいことを示す。さらに図６ｂは、面掩ぺ
い率が跳躍しているインキゾーン４と５の値が、その原因であることを示す。
【００２５】
　図７には第３の出発状況が示されている。ここでも同様に面掩ぺい率がパーセントとダ
イオードでプロットされている。図７ｂは留数を示す。すなわちクラスタ化された基準値
と測定値との偏差がプロットされている。これは、クラスタ内の標準偏差が非常に大きい
ことを示す。分析によりさらに、留数はインキゾーン調整に依存していることが分かる。
なぜなら比較的に高いインキゾーン値に対して顕著に降下しているからである。この場合
、印刷機１は上位のインキゾーンで、下位のインキゾーンよりも多くの湿し剤を有してお
り、湿し装置１８，１９を相応に調整しなければならない。図７ａは、クラスタ内の留数
の標準偏差を示す。ここでは、測定値の留数の標準偏差が５％クラスタでは１％クラスタ
よりも格段に小さいことが分かる。
【符号の説明】
【００２６】
　１　印刷機
　２　紙送り装置
　３，４　印刷機構
　５　制御計算機
　６　紙取り出し装置
　７　紙積み台
　８　紙受け台
　９　枚葉紙
　１０，２８　圧胴
　１１，１２　版胴
　１３，２６　オフセットブランケットロータ
　１４　搬送ローラ
　１５　画面
　１６，１７　インキング装置
　１８，１９　湿し装置
　２０　色測定装置



(9) JP 2010-47010 A 2010.3.4

　２１　インライン色測定装置
　２２　通信接続
　２３　データバンク
　ＶＥ－Ｄｉｏ　インキゾーン調整　予備調整特性曲線
　ＤＩＯ　ダイオード調整値
　ＫＬ　特性曲線
　ＦＩＤｅ　面掩ぺい率値

【図１】 【図２】

【図２ａ】
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